Charakterystyka nauczyciela akademickiego
prowadzacego zajecia lub grupy zajec¢ na kierunku Elektronika i Telekomunikacja,
zwiazane z prowadzona w uczelni dzialalno$cia naukowa
w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja
oraz dla opiekunow prac dyplomowych

A. Dane prowadzacego zaje¢cia

Imig¢ i nazwisko:

Jerzy Tyszer

Tytut lub stopien naukowy:

prof. dr hab. inz.

w dziedzinie:

nauki techniczne

1 dyscyplinie naukowe;j: telekomunikacja
tytut lub stopien naukowy uzyskany w roku: 1998
Prowadzenie badan naukowych w dyscyplinie/dyscyplinach
Dyscyplina 1 Udziat Dyscyplina 2 Udziat
informatyka techniczna i telekomunikacja 100% %

B. Wykaz zajec¢ lub grup zajec i godzin zaje¢ prowadzonych na kierunku Elektronika i Telekomunikacja
w roku akademickim 2019/2020

.. . Liczba
L Nazwa przedmiotu Poziom i rodzaj Forma zaje¢¢ odzin
p- P studiow I g .,
zajecl
1. Technika cyfrowa I, stacjonarne wyktad 45
2. Symulacja cyfrowa I, stacjonarne wyktad 15
3. Seminarium dyplomowe I, stacjonarne seminarium 30
4. Seminarium dyplomowe II, stacjonarne seminarium 15

C. Charakterystyka dorobku naukowego

Dorobek naukowy w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i te-
lekomunikacja obejmuje:

wspotautorskie opracowanie pierwszej w swiecie, wdrozonej metody kompresji danych testowych EDT, umozliwiajacej
wykrywanie uszkodzen w potprzewodnikowych cyfrowych ukladach scalonych zawierajacych miliardy tranzystorow.
Ponad 50% produkowanych na $§wiecie uktadow ASIC, w tym ponad 90% mikroprocesorow, wykorzystuje technologie
EDT opisang w blisko 40 artykutach archiwalnych IEEE. EDT zmienita metody projektowania systemow cyfrowych, w
tym zarzadzanie jako$cia i uzyskiem. Zmienita takze sposob ksztatcenia inzynierow w obszarze nowoczesnych techno-
logii cyfrowych, zwlaszcza Ze test stanowi obecnie blisko 40% ceny uktadu scalonego wielkiej skali integracji.

D. Wykaz najwazniejszych osiagni¢¢ naukowych
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E. Charakterystyka doswiadczenia i dorobku dydaktycznego

Doswiadczenie i dorobek dydaktyczny obejmuja:
prowadzenie zaje¢ w dziedzinach zwiazanych z szeroko rozumiang teorig funkcji przetaczajacych, w szczegolnosci zas
dotyczacych projektowania i testowania systemow cyfrowych. Odrgbng dziedzing stanowi modelowanie i symulacja cy-
frowa systemow zdarzen dyskretnych. Dokonalem istotnych zmian programowych zmierzajacych do pelnego zintegro-
wania klasycznego programu przedmiotu technika cyfrowa z najnowszymi trendami, obejmujgcymi zwlaszcza automa-
tyczng syntezg uktadow cyfrowych, ich weryfikacje i testowanie. Przedmiot stanowi nowatorskie wprowadzenie stucha-
czy studiéw inzynierskich w problematyke komputerowo wspomaganego projektowania uktadow cyfrowych VLSI.

F. Wykaz najwazniejszych osiagni¢¢ dydaktycznych
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